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摘要(译)

经由漏极细线部分彼此耦合的连接电极和岛连接电极串联地设置在TFT
的漏电极的延伸方向上的两个不同部分处。两个连接和岛连接电极分别
通过形成在层绝缘膜中的接触孔连接到像素电极。远端设置的连接电极
通过其间的栅极绝缘膜堆叠在辅助电容电极上，以形成存储电容。岛状
连接电极通过其间的栅极绝缘膜堆叠在岛状辅助电容电极上，以形成岛
状存储电容。岛辅助电容电极通过辅助电容电极细线部分连接到辅助电
容电极。具有这种布置的液晶显示装置能够容易地校正辅助电容电极和
漏电极之间以及源极布线和漏电极之间的泄漏缺陷，以及像素的归一
化。
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